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Objectif

Paramétrage modal Protocole de calibration

Conclusion

L'objectif de ces travaux est d'améliorer les performances métrologiques d'un montage XY de micro-positionnement d'un prolifomètre 
optique Altisurf©. Nous proposons un protocole de calibration permettant de corriger les variations géométriques systématiques par 
exemple de tangage et de roulis, liées au système de guidage. Il s'agit de mesurer un plan de verre de planéité très faible (λ/10 , planéité 
60 nm) avec un capteur optique de très grande précision (u=0.06 µm).
La surface de correction est ensuite paramétrée par une méthode de paramétrage original : le paramétrage modal, permettant ainsi de 
n'extraire que les variations géométriques répétables. 

 

Le paramétrage modal d'une 
surface résulte de la Décomposition 
Modale Discrète (DMD) de la mesure 
de la surface (cf Fig. 1). La DMD 
consiste à décomposer cette 
mesure dans un ensemble de 
défauts élémentaires (cf Fig. 2), 
dérivant de la mécanique 
vibratoire, appelés modes ou 
déformées modales.

Ce paramétrage permet donc de changer l'espace de description de 
la mesure de la surface. On passe (cf eq. 1) d'un espace dans lequel 
la mesure V est décrite points à points, à un espace dans lequel les 
descripteurs sont les modes de vibrations d'un élément géométrique 
plan (cf spectre Fig. 3)

Fig. 1-Exemple de mesure V
Fig. 4-Protocole de calibration

Fig. 5-Cartographie de la surface moyenne 
des variations géométriques du montage XY

Surface moyenne Ecart-type moyen

Fig. 6-Surface de correction et surface corrigée

Fig. 2-Espace des modes Qi (pour un élément géométrique plan)

Fig. 3-Filtrage modal de la surface mesurée
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Mesures du plan de verre :
- 10 fois
- 201 x 201 pts
- planéité mesurée de 9µm 
avec écart-type max de 
0.275nm (cf Fig. 5)

Capteur optique :
- confocal chromatique
- u = 0.06µm 

- amélioration significative et pertinente de la planéité d'un 
montage XY de micro-positionnement d'un profilomètre optique 
Altisurf©, de 8.5µm à 0.55µm,
- utilisation d'un paramétrage original pour quantifier les variations 
géométriques systématiques,
- intégration de la correction dans le logiciel de pilotage (Phenix©) 
du profilomètre optique Altisurf©.


